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Miejsce przedmiotu w programie studiow:

Przedmiot nalezy do grupy przedmiotéw obieralnych specjalnosci Diagnostyka maszyn i systemy
pomiarowe na studiach niestacjonarnych Il stopnia

Zalozenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie sie z mozliwoscig wykorzystania optycznych systemoéw pomiarowych do oceny
doktadnosci wykonania elementéw i narzedzi wykorzystywanych w przemysle maszynowym,
samochodowym, lotniczym czy przetworstwa tworzyw sztucznych. Pomiary z wykorzystaniem
optycznych systemow pomiarowych laserowych, Swiatla biatego oraz fotogrametrycznych.
Za-poznanie z metodykg pomiarow réznych pod wzgledem wymiarowym elementow.

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):
Zapoznanie z optyczng technikg pomiarowg oraz przyrzgdami pomiarowymi wykorzystywanymi
w pomiarach charakterystycznych cech geometrycznych, odchytek ksztattu. Opis metodyki,
strategii i podstawowych algorytmow dla poprawnego przeprowadzenia pomiarow réznych
elementow. Algorytmy i metodyka oceny doktadnosci wykonania mierzonych elementéw. Analiza
wplywu metodyki pomiarowej na doktadnos¢ odtworzenia elementu mierzonego oraz na
doktadnosé¢ identyfikacji poszczegolnych wymiaréw geometrycznych i odchytek.

Przedmioty wprowadzajace i wymagane wiadomosci wstepne:

Wiadomosci z zakresu podstaw metrologii, metrologii technicznej, rysunku technicznego oraz
podstaw technologii tworzenia wyrobu.

Forma zajeé¢ i metody dydaktyczne:
Wykiad ilustrowany prezentacjami multimedialnymi oraz dokumentacjg techniczng
przyktadowych wyrobdéw, opisem poszczegdlnych tematéw bedacych celem i istotg przedmiotu a
szczegoblnie wstepem do zaje¢ laboratoryjnych. Laboratoria prowadzone jako zajecia
umozliwiajgce poznanie optycznych przyrzadéw pomiarowych umozliwiajgcych pomiary cech
geometrycznych mierzonych elementéw oraz odchytek ksztattu i potozenia zgodnie z wytycznymi
norm GD&T.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
Egzamin oraz zaliczenie zaje¢ laboratoryjnych.
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